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qq (57) Abstract: The invention relates to a measuring device for the optical analysis of a diagnostic test strip (10). Said device com- 
^■f prises a light source (16), a photo-detector (24) and a device (12) for positioning the test strip (10) between the light source (16) and 
O the photo-detector (24). The light source (16) comprises one or more organic light-emitting diodes (OLEDs) and the OLEDs (14) 
form a composite structure with imaging optics (20) and/or the photo-detector (24) by means of a support substrate (18). 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Messeinrichtung zur optischen Untersuchung eines diagnostischen Testele- 
ments (10) mit einer Lichtquelle ( 1 6), einem Photodetektor (24) und einer Vorrichtung ( 12) zum Positionieren des Testelements (10) 
zwischen Lichtquelle (16) und Photodetektor (24), wobei die Lichtquelle (16) eine oder mehrere organische Leuchtdioden (OLEDs) 

£^ aufweist und die OLEDs (14) iiber ein Tragersubstrat (18) mit einer Abbildungsoptik (20) und/oder dem Photodetektor (24) eine 

^ Verbundstruktur bilden. 



WO 2004/048881 A2 I Hill II HI11I IIIII lllll I1H11III III lllllltl Hill Hill I11UI1II1 1111 IIIIID 1111 llll dll 



(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, 
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, 
GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, 
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, 
MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, 
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, 
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 
TM), europ&sches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, 



DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, 
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, 
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Veroflentlicht: 

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver- 
offentlichen nach Erhalt des Berichts 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkl&rungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



WO 2004/048881 



PCT/EP2003/012724 



Messeinrichtung zur optischen Untersuchung eines Testelements 
Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Messeinrichtung zur optischen Untersuchung ei- 
nes insbesondere diagnostischen Testelements mit einer Lichtquelle, einem 
Photodetektor und einer Vorrichtung zum Positionieren des Testelements in 
einem Strahlengang zwischen Lichtquelle und Photodetektor. 

Analysesysteme dieser Art werden in der medizinischen Diagnostik einge- 
setzt, urn mit einem Analyten beaufschlagbare Einmal-Teststreifen optisch 
beispielsweise auf Farbanderungen zu untersuchen. Der dafiir benStigte 
photometrische Aufbau in einem gegebenenfalls von uern Probanden selbst 
einsetzbaren Messmodul erfordert eine genaue Auorichtung der einzeinen 
Komponenten, um die gewQnschte Performance zu erreichen. Bei der Her- 
stellung werden ublicherwetse Lichtquelle, Optik und Detektor als diskrete 
Einzelbauteile durch so genannte "Pick-and-Place"-Verfahren in grolien 
StOckzahlen montiert. Dies ist nur mit begrenzter Genauigkeit und Reprodu- 
zierbarkeit moglich, und umso aufwendiger, je kleiner die Komponenten und 
die zur Verftigung stehende optische BaugroBe bzw. Brennweite sind. 

FQr Anzeigeelemente in elektronischen Geraten ist es an sich bekannt, An- 
zeigepixel auf Basis von organischen Leuchtdioden (OLED) zu bilden, die im 
Unterschied zu herkommlichen anorganischen LEDs, welche auf kristallinen 
Halbleiterstrukturen beruhen, groftflachig als sehr dunne flexible Flachen- 
emitter gefertigt werden konnen. 

Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Messein- 
richtung der eingangs genanhten Art zu verbessern, insbesondere um eine 
einfache kompakte Bauform bei hoher Fertigungs- und MessprSzision zu 
erreichen. 
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Zur Ldsung dieser Aufgabe wird die im Patentanspruch 1 angegebene 
Merkmalskombination vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhangigen Ansprti- 
chen. 

5 

Die Erfindung geht von dem Gedanken aus, einen festen Verbund aus Be- 
leuchtungsquelle, Optik und/oder Detektor zu schaffen. Dementsprechend 
wird erfindungsgemaS vorgeschlagen, dass die Lichtquelle eine oder mehre- 
re organische Leuchtdioden (OLEDs) aufweist und die OLEDs Qber ein Tr£- 
10 gersubstrat mit einer Abbildungsoptik und/oder dem Photodetektor eine Ver- 
bundstruktur bilden. 

Damit ist eine vcreinfachte cnargenweise Herstellung mit hoher, gleichmaRi- 
ger LageprSzision der Komponenten und geringer Fertigungsstrcuung mog- 

15 lich. Aufgrund des planaren Aufbaus zumindest der Lichtquelle kann die 
BaugroBe erheblich verringert werden. Durch den Einsatz von OLEDs erge- 
ben sich vielfaitige Vorteile wie hohe Leuchtstarke bei relativ niedrigem E- 
nergieverbrauch, weiter Blickwinkel, potenziell geringe Herstellkosten und 
Reduzierung der Materialkosten und ein in groBem MaRstab automatisierba- 

20 rer Produktionsprozess zur Herstellung photometrischer Module far Analyse- 
gerdte. 

GegenOber herkommlichen LED-Lichtquellen ergeben sich weitere unerwar- 
tete Vorteile des Einsatzes von OLEDs in photometrischen Messeinheiten: 

25 Es besteht die MQglichkeit zur variablen Formgestaltung der Lichtquelle, die 
f(ir den photometrischen Aufbau optimiert werden kann. Aufgrund der homo- 
genen Lichtverteilung Ober der OLED-Oberfiache kann die Abbildungsoptik 
als solche verbessert werden, ohne dass eine Anpassung an abschattende 
Elektroden wie bei herkommlichen LEDs erforderlich ware. Durch die we- 

30 sentlich geringeren Toleranzen im Abstand zwischen Optik und Lichtquelle 
sowie in der lateralen Positionsgenauigkeit ist es eher moglich, das Messlicht 
zu kollimieren, urn eine weitgehend abstandsunabhSngige Beleuchtung des 
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Testfeldes zu erzielen. Selbst bei nicht perfekter Kollimierung ergibt sich zu- 
mindest eine geringere Empfindlichkeit auf Abstandstoleranzen. Hinzu 
kommt, dass die geringe Lagetoleranz in dem Verbundaufbau eine kleine 
Brennweite erlaubt, die einen effizienteren Betrieb ermoglicht Insbesondere 
5 kann dadurch mit geringerem Energiebedarf auf der Senderseite gemessen 
werden oder ein besseres Signal/Rauschverhaltnis auf der EmpfSngerseite 
erzielt werden. 

Vorteilhafterweise sind eine Vielzahl von OLEDs als ein- oder zweidimensio- 
10 nales Leuchtpixelarray auf dem Tragersubstrat angeordnet. Dabei ist es 
moglich, dass die OLEDs voneinander unterschiedliche Emissionswellenian- 
genbereiche autweisen und/oder vorzugsweise rasterformig auf unterschied- 
liche Beleuchtungszielflachen ausgerichtet sind. Auf y ie§e Weise kann eine 
ortsaufgeloste Beleuchtung erfolgen, um so die ZielflSche beispielsweise bei 
15 mikroskopischen Probenmengen einzugrenzen oder zusatzliche Auswertun- 
gen zu ermoglichen. 

Die OLEDs lassen sich in eindimensionaler Kompaktheit aus zwei Elektro- 
denschichten und einer sandwichartig dazwischenliegenden, vorzugsweise 
20 aus einem Polymermaterial gebildeten elektrolumineszierenden Leucht- 
schicht aufbauen. Dabei kann eine PixelgroBe von weniger als 500 pm, vor- 
zugsweise weniger als 200 pm erreicht werden. 

Eine vorteilhafte Ausfuhrung sieht vor, dass die OLEDs eine an das Substrat 
25 angrenzende transparente Frontelektrodenschicht zur Lichteinstrahlung 
durch das Substrat hindurch und eine davon abgewandte ROckelektroden- 
schicht aufweisen. Dabei kann die Front- oder die RQckelektrodenschicht fOr 
alle OLEDs gemeinsam ausgebildet bzw. kontaktierbar sein, wahrend Ober 
eine jeweils gegenOberliegende Einzelelektrode eine gesonderte Ansteue- 
30 rung einzelner Pixel moglich ist. 
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Vorteilhafterweise besitzt die Abbildungsoptik mindestens eine optische Lin- 
se zur Abbildung der Lichtquelle auf eine ZielflSche des Testelements 
und/oder einer Zielflache des Testelements auf den Photodetektor. 

5 Fur eine weitergehende Integration ist es von Vorteil, wenn die Abbildungs- 
optik eine Vielzahl von in flachiger Anordnung mikrostrukturierten, vorzugs- 
weise aspharischen Linseneinheiten aufweist. Dabei ist die Abbildungsoptik 
vorteilhafterweise durch eine auf dem Tragersubstrat insbesondere durch 
Pragen eingeformte Linsenstruktur gebildet. Alternativ ist es auch mSglich, 

10 dass die Abbildungsoptik durch ein insbesondere durch PrSgen (HeiB- oder 
Spritzpragen), SpritzgieRen oder Reaktionsgie&en als Linsenstruktur vorge- 
formtes und mit dem Tragersubstrat fiachig verbundenes Folienmaterial vor- 
zugsweise auf Polymerbasis gebildet ist. 

15 Ein kompakter Aufbau mit gunstigem Strahlengang wird dadurch erreicht, 
dass die OLEDs auf der einen Seite und die Abbildungsoptik auf der gege- 
nuberliegenden Seite des Tragersubstrats angeordnet sind. Dabei sollte das 
Tragersubstrat aus einem transparenten Flachmaterial, insbesondere aus 
einem DQnnglas oder einem Polymerfilm bestehen. 

20 

Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass der 
Photodetektor durch mindestens eine schichtformige organische Photodiode 
gebildet ist. Dadurch lasst sich eine weitere Verbesserung in der Positionie- 
rung der optischen Komponenten erreichen, wobei die Schichtdeposition von 
25 Lichtemitter und -empfanger auch im Sinne einer integrierten Fertigung be- 
sondere Vorteile bringt. 

Vorteilhafterweise sind eine Vielzahl von organischen Photodioden als linea- 
res oder planares Sensorpixelarray auf dem Tragersubstrat angeordnet, um 
30 eine ortsaufgeloste Abtastung zu ermdglichen. In weiterer vorteilhafter Aus- 
gestaltung bilden eine Vielzahl von auf einer Oberflache des Tragersubstrats 
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matrixartig angeordneten und als Elementarphotometer lokal kombinierten 
OLEDs und Photodioden ein Vielfachphotometer. 

Eine weitere Verbesserung sieht vor, dass die Vorrichtung zur Positionierung 
5 eine Halterung, eine FOhrung oder einen Anschlag fur das Testelement um- 
fasst. Die Vorrichtung zur Positionierung kann auch eine zwischen einer Be- 
ladestelle und einer Messstelle verfahrbare Testelementaufnahme umfas- 
sen. 

10 Urn die Langlebigkeit zu erhohen, ist es vorteilhaft, wenn die OLEDs an ihrer 
Oberflache insbesondere durch eine Beschichtung oder ein Gehause ge- 
genuber der Umgebung stoffdicht abgeschirmt sind. 

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass das Testelement 
15 durch einen mit optisch abtastbaren Indikatorfeldern fur nachzuweisende 
biologische Substanzen versehenen, insbesondere als Einmalartikel be- 
stimmten Teststreifen, beispielsweise einen Glucoseteststreifen gebildet ist. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung in schema- 
20 tisch vereinfachter Weise dargestellten Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert. 



Fig. 2 und 3 weitere AusfOhrungsformen von organischen Leuchtdioden 



Es zeigen: 



25 



Fig. 1 



eine photometrische Messeinrichtung als Verbundstruktur 
aus organischen Leucht- und Photodioden sowie Abbil- 
dungsoptik zur Auswertung von diagnostischen Teststreifen 
in geschnittener Darstellung; 



und zugeordneten Abbildungsoptiken im Schnitt; 



30 



Fig. 4 



eine in einem Gehause hermetisch abgeschirmte organische 
Leuchtdiodenanordnung im Schnitt; und 
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Fig. 5 eine Matrixanordnung von Einzelphotometern auf Basis von 

kombinierten organischen Leucht- und Photodioden in einer 
Draufsicht 

5 

Die in der Zeichnung dargestellte optische Messeinrichtung dient zur photo- 
metrischen Untersuchung bzw. Auswertung von diagnostischen Teststreifen 
10 beispielsweise far Glucosetests in Blutproben. Sie umfasst eine Positio- 
10 niereinheit 12 fOr den Teststreifen 10 sowie eine Verbundstruktur aus einer 
durch mindestens eine organische Leuchtdiode (OLED 14) gebildeten Licht- 
ouelle 16, einem TrSgersubstrat 18, einer Abbildungsoptik 20 und einem 
mindestens eine Polymerphotediode 22 aufweisenden Photodetektor 24. 

15 Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsform sind mehrere matrixartig ange- 
ordnete OLEDs 14 vorgesehen, welche unterschiedliche Emissionswellen- 
langen besitzen. Die filmartigen OLEDs 14 basieren auf mindestens einer 
dOnnen organischen Leuchtschicht 26, welche in Sandwich-Formation zwi- 
schen zwei Elektrodenschichten 28, 30 angeordnet ist. Bei angelegter Span- 

20 nung werden von der Anodenschicht 28 positive Ladungen in die Leucht- 
schicht 26 gedrSngt, wahrend an der Kathodenschicht 30 Elektronen injiziert 
werden. Auf Grund des elektrischen Feldes bewegen sich die injizierten La- 
dungstrager zur jeweils gegenOberliegenden Elektrodenschicht. Treffen E- 
lektronen und Locher aufeinander, so bilden sich Elektron-Loch-Paare, wel- 

25 che strahlend rekombinieren konnen. Das Emissionsspektrum wird dabei 
von dem verwendeten organischen Halbleitermaterial bestimmt. Hocheffi- 
ziente OLEDs enthalten weitere Injektions- und Transportschichten zur Op- 
timierung dieses Injektionselektrolumineszenzeffekts sowie Hilfsschichten als 
Diffusionsbarriere und zur Homogenisierung. 

30 

In der AusfOhrung nach Fig. 1 ist eine an das Tragersubstrat 18 angrenzen- 
de gemeinsame Anode 28 vorgesehen, die aus ITO (Indium-Zinn-Oxid) oder 
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aus verwandten oxidischen Verbindungen sowie leitenden Polymeren be- 
steht und fur das emittierte Licht durchlassig ist. Dagegen sind die aus einer 
Metallschicht bestehenden Kathoden 30 Qber gesonderte Abgriffe 32 einzeln 
ansteuerbar. 

5 

Ober die verschiedenen Wellenlangen der angesteuerten OLEDs k6nnen 
unterschiedliche optisch nachweisbare Reaktionen oder Eigenschaften der 
anaiytischen Testflachen 34 auf dem Teststreifen 10 evaluiert werden. 
Daneben lassen sich aufgrund der Matrixanordnung der OLEDs verschiede- 
10 ne Beleuchtungszielflachen bzw. Beleuchtungsspots bestrahlen, beispiels- 
weise urn geringste Probenvolumina auf einer gegebenen Testflache 34 
ortsaufgelost zu untersuchon. 

Das Tragersubstrat 18 bosteht aus einem fur das erzeugte Licht durchlassi- 
15 gen dOnnen Flachmaterial, speziell einem Dunnglas oder flexibien Polymer- 
film oder einer geeigneten Multischicht. Die darauf aufgebrachten OLEDs 14 
lassen sich als Schichtemitter in auSerst geringen Dimensionen fertigen. 
Beispielsweise kann die PixelgrSBe zwischen 50 und 200 urn betragen, wah- 
rend die Schichtdicke der Leuchtschicht 26 im Bereich von 100 nm liegen 
20 kann. Solche Strukturen lassen sich mit verschiedensten Prozesstechniken 
wie Tauchverfahren, Spin- und Dip-coating, Sieb- und Tintenstrahldruck, 
PVD- und CVD-Verfahren mit hoher Prazision erzeugen. 

Die Abbildungsoptik 20 ist auf der den OLEDs 14 gegenuberiiegenden Seite 
25 des Tragersubstrats 18 angebracht. Sie weist eine Vielzahl von flachig ver- 
teilten Linseneinheiten 36 zur emitterseitigen Auskopplung und detektorseiti- 
gen Einkopplung des Messlichts auf. Diese konnen als vorgefertigte mikro- 
strukturierte Linsenstruktur 38 beispielsweise in Form eines heift gepragten 
Filmmaterials an der dem Testelement 10 zugewandten Substratseite aufla- 
30 miniert sein. Altemativ ist es mQglich, die Linsenstruktur an der freien Sub- 
stratseite beispielsweise durch Pragen direkt einzuformen. 
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Die Polymerphotodiode 22 ist ahnlich den OLEDs in Sandwichbauweise aus 
zwei Elektrodenschichten 40, 42 und einer halbleitenden Polymerschicht 44 
aufgebaut. Solche photosensitiven Schichtzellen sind an sich bekannt und 
beispielsweise in der VerGffentlichung von Dey et al., A dye/polymer based 
5 solid state thin film photoelectrochemical cell used for light detection, Synthe- 
tic Metals 118 (2001), S. 19 - 23, deren Inhalt hier einbezogen wird, be- 
schrieben. 

Anstelle einer einzigen Photodiode 22 konnen auch eine Vielzahl von Photo- 
10 dioden als ein- Oder zweidimensionales Array bzw. Diodenfeld auf dem TrS- 
gersubstrat 18 angeordnet sein. Denkbar ist es auch, einen herkommlichen 
photometrischen Empf anger mit einer vorstehend besch/iebenerv OLED- 
Licht*"" lelle zu kombinioren. 

15 Durch die Verbundstruktur aus OLED 14, Abbildungsoptik 20 und Photodio- 
de 22 lasst sich eine sehr kompakte und optisch prazise Photometeranord- 
nung realisieren, welche in einem kompakten Gehause 46 dem Anwender 
zur Verfugung gestellt werden kann, um die Auswertung von insbesondere 
als Einwegartikel ausgebildeten Teststreifen 10 selbst vorzunehmen. Zu die- 

20 sem Zweck ist eine in das Gehause 46 einschiebbare Aufnahme 48 als Posi- 
tioniereinhett for den Teststreifen 1 0 vorgesehen. 

Der Strahlengang verlauft in der Anordnung nach Fig. 1 von der Lichtquelle 
16 durch das Substrat 18 und die Abbildungsoptik 20 auf die Testflache 34 
25 und von dort reflektiv bzw. remittiert Qber die Abbildungsoptik 20 durch das 
Substrat 1 8 hindurch in den Detektor 24. GrundsStzlich ist aber auch eine 
transmissive Anordnung moglich, in welcher der Teststreifen 10 im Durch- 
licht zwischen Lichtquelle und Detektor untersucht wird. 

30 GemaR Fig. 1 wird jede OLED 14 durch eine Gruppe von Linseneinheiten 36 
auf eine Zielfiache auf dem Teststreifen 10 abgebildet. Die in Fig. 2 und 3 
gezeigten Ausfuhrungsformen unterscheiden sich hiervon im Wesentlichen 
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dadurch, dass jeder OLED 14 eine Einzellinse 36 mit grGBerem Linsen- 
durchmesser zugeordnet ist. Entsprechend Fig. 2 ist diese als Fresnel-Linse 
36' ausgebildet und dabei in ihrer Bauform fur die Mikrostrukturierung und 
Abformtechnik optimiert. Fig. 3 zeigt eine aspharische Sammellinse 36" zur 
5 BOndelung des emittierten Lichts. 

Bei den AusfQhrungsformen gemaS Fig. 2 und 3 sind gesonderte Anoden- 
schichten 28 der OLEDs 14 als einzeln steuerbare Frontelektroden vorgese- 
hen, wahrend eine durchgehende Kathodenschicht 30 eine gemeinsame 
10 RUckelektrode bildet. 

Bei dem in Fig. 4 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist ein Gehause 50 zur 
hermetischen Abschirmung der freien Oberflache der OLED 14 gegenliber 
der Umgebung vorgesehen, urn sowoh! die organische Leuchtschicht 26 wie . 

15 auch die Transport/I njektionsschichten 52 und Metallelektroden 30 gegen 
Oxidation durch Sauerstoff und Feuchtigkeitseinfluss zu schutzen. Das Ge- 
hause 50 kann randseitig Ober eine Klebeschicht 54 auf der Elektroden- 
schicht 28 bzw. dem Tragersubstrat 18 fixiert sein und ein Trockenmittel 56 
als zusatzlichen Feuchtigkeitsschutz enthalten. Es versteht sich, dass anstel- 

20 le eines gesonderten Gehauses auch eine Beschichtung oder dergleichen 
zusammen mit dem Tragersubstrat 18 als stoffdichte Barriere vorgesehen 
sein kann. 

In Fig. 5 ist eine weitere Ausfuhrungsform mit einer Vielzahl von auf der O- 
25 berflache des Tragersubstrats matrixartig angeordneten Elementarphotome- 
tem 58 dargestellt. Die Elementarphotometer 58 werden jeweils auf einer 
quadratischen Pixelflache durch eine kreuzformige Polymerphotodiode 22 
und vier in den Eckbereichen angeordneten und mit unterschiedlichen Wei- 
leniangen arbeitenden OLEDs 14 gebildet, wobei selbstverstSndlich auch 
30 andere lokale Kombinationen denkbar sind. Damit kann eine Zielfiache auf 
dem Testelement 10, wie sie in Fig. 5 durch den Kreis 60 veranschaulicht ist, 
ortsaufgelost optisch abgetastet werden. Dies erlaubt es, kleine Probenmen- 
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gen auch bei ungenauer Positionierung photometrisch zu untersuchen. 
Zugleich ist es damit moglich, die optische Messstrecke zu verringern und 
gegebenenfalls sogar auf eine Abbildungsoptik zu verzichten. 
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Patentanspruche 



1. Messeinrichtung zur optischen Untersuchung eines insbesondere dia- 
gnostischen Testelements (10) mit einer Lichtquelle (16), einem Photo- 
5 detektor (24) und einer Vorrichtung (12) zum Positionieren des Test- 

elements (10) in einem Strahlengang zwischen Lichtquelle (16) und 
Photodetektor (24), wobei die Lichtquelle (16) eine oder mehrere orga- 
nische Leuchtdioden (OLEDs) aufweist und die OLEDs (14) tiber ein 
Tragersubstrat (18) mit einer Abbildungsoptik (20) und/oder dem Pho- 
1 0 - todetektor (24) eine Verbundstruktur bilden. 



2. Messeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Vtelzahl von OLEDs v (14) als ein- oder zweidimensionales Leucht- 
pixelarray auf dem Tragersubstrat (18) angecrdnet sind. 

15 

3. Messeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die OLEDs (14) voneinander unterschiedliche Emissionswellen- 
langenbereiche aufweisen. 



20 4. Messeinrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die OLEDs (14) vorzugsweise rasterfbrmig auf unter- 
schiedliche Beleuchtungszielfiachen ausgerichtet sind. 



5. Messeinrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
25 zeichnet, dass die OLEDs (14) aus zwei Elektrodenschichten (28,30) 

und einer sandwichartig dazwischenliegenden, vorzugsweise aus ei- 
nem Polymermaterial gebildeten elektrolumineszierenden Leucht- 
schicht (26) aufgebaut sind. 

30 6. Messeinrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die OLEDs (14) eine PixelgroRe von weniger als 
500 pm, vorzugsweise weniger als 200 pm besitzen. 
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7. Messeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die OLEDs (14) eine an das Tragersubstrat (18) an- 
grenzende transparente Frontelektrodenschicht (28) und eine davon 

5 abgewandte RUckelektrodenschicht (30) aufweisen. 

8. Messeinrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Abbildungsoptik (20) mindestens eine optische Lin- 
se (36;36',36") zur Abbildung der Lichtquelle (16) auf eine Zielflache 

10 (34) des Testelements (10) und/oder einer Zielflache (34) des Testele- 

ments (1 0) auf den Photodetektor (24) aufweist. 

9. Messeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zelchne't, dass die Abbildungsoptik (20) eine Vielzahl von in fiachiger 

15 Anordnurvg mikrostrukturierten, vorzugsweise aspharischen Linsenein- 

heiten (36) aufweist. 

10. Messeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Abbildungsoptik (20) durch eine auf dem Trager- 

20 substrat (18) insbesondere durch Pragen eingeformte Linsenstruktur 

(38) gebildet ist. 

11. Messeinrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Abbildungsoptik (20) durch ein insbesondere durch 

25 Pragen, SpritzgieBen oder ReaktionsgieBen als Linsenstruktur (38) 

vorgeformtes und mit dem Tragersubstrat (18) flachig verbundenes Fo- 
lienmaterial vorzugsweise auf Polymerbasis gebildet ist. 

12. Messeinrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 11, dadurch ge- 
30 kennzeichnet, dass die OLEDs (14) auf der einen Seite und die Abbil- 
dungsoptik (20) auf der gegenuberliegenden Seite des TrSgersubstrats 
(18) angeordnet sind. 
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13. Messeinrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Tragersubstrat (1 8) aus einem transparenten 
Flachmaterial, insbesondere aus einem DUnnglas oder einem gegebe- 

5 nenfalls mehrschichtigen Polymerfilm besteht 

14. Messeinrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Photodetektor (24) durch mindestens eine 
schichtformige organische Photodiode (22) gebildet ist. 

10 

15. Messeinrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Vielzahl von organischen Photodioden (22) als lineares oder pla- 
nares Sensorpixelarray auf dem Tragersubstrat (18) angeordnet sind. 

15 16. Messeinrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeich- 
net, dass die OLEDs (14) und gegebenenfalls die Photodioden (22) 
durch ein Beschichtungsverfahren auf das Tragersubstrat (18) aufge- 
bracht sind. 

20 17. Messeinrichtung nach einem der AnsprQche 14 bis 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine Vielzahl von auf einer Oberfldche des Tra- 
gersubstrats (18) matrixartig angeordneten und als Elementarphotome- 
ter (58) lokal kombinierten OLEDs (14) und Photodioden (22) ein Viel- 
fachphotometer bilden. 

25 

18. Messeinrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (12) zur Positionierung eine Halte- 
rung, eine FOhrung oder einen Anschlag fOr das Testelement umfasst. 

30 19. Messeinrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 18, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die OLEDs (14) an ihrer Oberflache insbesondere 



1 
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durch eine Beschichtung oder ein Gehause (50) gegenOber der Umge- 
bung stoffdicht abgeschirmt sind. 



20. Messeinrichtung nach einem der Ansprttche 1 bis 19, dadurch ge- 
5 kennzeichnet, dass das Testelement (10) durch einen mit optisch ab- 

tastbaren Indikatorfeldern (34) fGr nachzuweisende biologische Sub- 
stanzen versehenen, insbesondere als Einmalartikel bestimmten Test- 
streifen, beispielsweise einen Glucoseteststreifen gebildet ist. 
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Fig.5 



